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4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



M Feld Nr. I 
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□ Feld Nr. IV 
IS Feld Nr. V 

□ Feld Nr. VI 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Oberseteung aus der Originalsprache in die foigende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ international Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ international vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamtaufeine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais 
"ursprunghch eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 " 9 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 " 1 9 eingegangen am 1 8.05.2005 mit Telefax 

Zeichnungen, Blatter 

2^ in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll und/bder etwaigen dazugehdrigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind foigende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgehsteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einlge oder alle dieser Blatter mit der Bemerkuncr 
"ersetzt" versehen we r den . 
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Anwendbarkeit'" 6 Erste,,un9 elnes Gutachten s uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 



1 . Folgende Telle der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfindenscner Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte internationale Anmeldung, 
13 Anspruche Nr. 1-9 

BegrOndung: 

□ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sich auf den 
"geniueAn%ben^ enStand ' fQrden keine internationa| e vorlaufige Prufung durchgefQhrt werden braucht 



El 



Die Beschreibung, die Anspruche Oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Anaaben) 
konnte^e/S Nr ' 1 " 9 S ' nd S ° Unk ' ar ' daB k8 ' n sinnvol,es Gutachten erstellt werden 

siehe Beiblatt 

□ DieAnspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibuna 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

□ Fur die obengenannten Anspruche Nr. wurde kein intemationaler Recherchenbericht erstellt. 

□ Das Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den 
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil 

die schriftliche Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 
die computerlesbare Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 

□ Die Tabellen zum Nucleotid- undfoder Aminosauresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer 
tedwischen Anfo/demngen" "'^ ^ Anhang C " bis zu den Ve rwaltungsvorschriften vorgeschriebenen 

□ siehe Beiblatt fur weitere Angaben. 
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T~W r -y Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
F^tsSifung a^erblichen Anwe ndbarkeit; Unter.agen und Erklarungen Jul sfuteSrlg dfesS 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 10-19 

Nein: Anspruche - 
Erfindensche Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 10-19 

_ , , Nein: Anspruche - 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 10-19 

Nein: Anspruche: - 

2. Unterlagen und ErkJarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt III 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und 
gewerbliche Anwendbarkeit 

1 . Anspruch 1 ist nicht klar (Artikel 6 PCT), denn er definiert ein vollig abstraktes und 
nicht nachvollziehbares Produkt "Teststruktur". Die beschreibenden Merkmale des 
Anspruchs, soweit sie iiberhaupt verstandlich sind, lassen zwar ein Verfahren zur 
Ueberpruefung von Trenngrabenatzungen erahnen, im Rahmen dessen eine 
Testgeometrie mitgeatzt wird. Welche Teile davon zu welchem Zeitpunkt des 
Verfahrens als das beanspruchte, statische Produkt "Teststruktur" anzusehen warer 
ist jedoch vollig unklar. Anspruch 1 schafft Rechtsunsicherheit bzgl. des 
Schutzumfanges. 



Die Anspriiche 2 und 3 enthalten nicht alle essentiellen Merkmale, welche notwendig 
sind, um die Erfindung auszufiihren (siehe Punkte 2.1 und 2.2 unten). Da diese 
Anspriiche gemeinsam mit Anspruch 10 als getrennte, unabhangige Anspriiche 
abgefaBt wurden, sich aber tatsachlich auf ein und denselben Gegenstand zu 
beziehen scheinen und sich voneinander offensichtlich nur durch voneinander 
abweichende Definitionen des Gegenstandes, fur den Schutz begehrt wird 
unterscheiden, ist die Prufung der unklaren Anspriiche 2 und 3 bzgl. Neuheit und 
erfinderische Tatigkeit nicht sinnvoll. 

Anspruch 2 ist unklar (Artikel 6 PCT), weil die Bedeutung einer ganzen Reihe von 
Testinseln gleicher Dimension und Geometrie nicht nachvollziehbar ist. Es scheint, 
dass hier essentielle Merkmale fehlen, welche die Dimensionen der Testinseln 
erlautern. Es fehlen auch essentielle Merkmale, welche die Isoliergrabenatzuhgen 
erklaren und sie vor allem in Beziehung zu den Testinseln und ihren Dimensionen 
bringen. 

Es ist nicht klar, was das Merkmal des Anspruchs 3 "elektrischer Durchlass 
insbesondere sukzessive jeweils zwischen einer Halbleiterinsel (A,B) und einem die 
Halbleiterinsel ... umgebenden ... Scheibengebiet gemessen wird' beschreibt, 
namlich ob sukzessive alle Gebiete gemessen werden, oder ob mehrere Mes'sungen 
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an einem bestimmten Gebiet sukzessive stattfinden. In jedem Fall ist es aus der 
Anmeldung ersichtlich, dass beides essentielle Merkmale waren. Anspruch 3 
scheint nicht alle essentiellen Merkmale zur Ausfiihrung der Erfindung zu enthalten. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1 . Es wird auf die gegenwartig zur Verfugung stehenden Dokumente des Standes der 
Technik verwiesen: 

D1: US-B1-6 306 755 (ZHENG TAMMY) 23. Oktober 2001 (2001-10-23) 

D2: US 2002/088769 A1 (ANTAKI ROBERT ET AL) 1 1 . Jul! 2002 (2002-07-1 1 ) 

D3: US-B1 -6 403 389 (DUBEY ABHAY ET AL) 1 1 . Juni 2002 (2002-06-1 1 ) 



2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 0 scheint den Erfordernissen des PCT bzgl 
Neuheit (Artikel 33(2) PCT) und erfinderische Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) zu 
genugen: 

2.1 Das Dokument D1 (siehe das Abstract) beschreibt das gleichzeitige Aetzen von 
funktionellen Strukturen und gleichdimensionierten Teststrukturen zum Zwecke der 
Aetzendpunktermittlung. Die Merkmale des Anspruchs 10, dass 

die Teststruktur aus eine Reihe von Inseln besteht, welche von Graben jeweils 
verschiedener Breite umgeben sind; und 

der Aetzendpunktwird mittels Ueberpmfung des elektrischen Durchlasses 
ermittelt wird 
werden in diesem Dokument nicht offenbart. 

2. 1 Das Dokument D2 (siehe Abb. 1 a-2b; Paragraphen 5 und 1 0) offenbart ein Verfahren 
zum Auswerten von Aetzprozessen mittels eine Reihe von Locher wachsender 
Breite. Es werden weder Teststrukturen gleichzeitig mit funktionellen Strukturen 
geatzt, noch Aetzendpunkte mittels Messungen des elektrischen Durchlasses 
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ermittelt. 

2.3 Das Dokument D3 (siehe Abb. 1 7b und den zugehorigen Text) offenbart 
Widerstandsmessungen an Teststrukturen zum Zwecke der Aetzendpunktermittlung. 
Das Konzept des gleichzeitigen Aetzens von funktionellen Strukturen und eine Reihe 
von Inseln, welche von Graben jeweils verschiedener Breite umgeben sind, wird in 
diesem Dokument nicht erwahnt oder nahegelegt. 

2.4 Auch wenn der Fachmann die Dokumente D1 , D2 und D3 miteinander kombinieren 
wurde, wurde er nicht auf den Gegenstand des Anspruchs 10 kommen, da in keinem 
diese Dokumente das Konzept des gleichzeitigen Aetzens von funktionellen 
Strukturen und einer Reihe von Inseln, welche von Graben jeweils verschiedener 
Breite umgeben sind nahegelegt wird. 



3. Konsequenterweise, sind auch die Gegenstande der von Anspruch 10 abhangigen 
Anspruche 11-19 auch als neu (Artikel 33(2) PCT) und erfinderisch (Artikel 33(3) 
PCT) einzustufen. 
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Anspruche: 



1. Teststruktur zur OberprOfung einer IsoliergrabenSteung in einer 

SOI-Scheibe, wobei die Teststruktur nach einer Atzung von IsoliergrSben 
eine Reihe von benachbarten Inseln aufweist, von der jede Inset mit 
einem Graben umgeben ist, so dass benachbarte Inseln durch einen 
Grabenabschnitt getrennt sind, wobei Grabenabschnitte for 
unterschiedliche benachbarte Inselpaare (A, B; B, C) von 
unterschiedlicher Breite sind, wobei die unterschiedlichen Breiten einen 
Bereich definieren, der die Grabenbreite eines in einer aktiven Schaltung 
als Isoliergraben vorkommenden Grabens enthSIt; 
- wobei die Breite der jeweiligen Abschnitte in der Reihe der 

benachbarten Inseln von Abschnitt zu Abschnitt jeweils grdBer Oder 

ieweils kleiner ist. 



2. 



Verfahren zur OberprOfung von Trenngrabenatzungen Oder 

Isoliergrabenatzungen in SOI-Scheiben, 

wobei eine Teststruktur aus einer Reihe von aufeinander folgenden 
Inseln auf die Scheibe wahrend eines Atzvorgangs eingebracht Oder 
fOr eine Atzung prapariert wird und nach der Oder im Zuge der 
Grabenatzung ein elektrisch^r Durchlass mehrfach gemessen wird; 
wobei mehrere Messungen des elektrischen Durchlasses erfblgen; 

- wobei eine der Messungen zwischen zwei benachbarten Inseln (A,B) 
erfolgt, eine weitere zwischen anderen benachbarten Inseln (B,C) 
erfolgt; 

und wobei die Messwerte der mehreren Messungen zur Beurteilung 
der aus- Oder hinreichenden Tiefe von geatzten Isoliergraben Oder 
Trenngraben verwendet werden, die insbesondere auSerhalb der 
Teststruktur auf der Scheibe im Bereich einer aktiven Schaltung 
gelegen sind. 
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3. 



5. 



6. 



8. 



9. 



Verfahren zur OberprQfung von Grabenatzungen in einer SOI-Scheibe 
wobei 

- eine Teststruktur (A, B, C, D, E) auf der Scheibe vorbereitet und in sie 
beim Grabenatzen eingebracht wind, wobei die Teststruktur eine 
Reihe von benachbarten, durch Graben definierte Halbleiterinseln 
aufweist, wobei die jeweiiigen Graben fur die zugehQrigen 
Halbleiterinseln zumindest abschnittsweise unterschiedliche Brerten 
aufweisen, und nach der oder im Zuge der Grabenatzung ein 
elektrischer Durchlass insbesondere sukzessive jeweils zwischen. 
einer Halbleiterinsel (A,B) und einem die Haibleiterinsel zumindest 
teilweise umgebenden und durch den zugehorigen Graben getrennte 
Scheibengebiet (S) gemessen wird, und 

- die Gr6Be oder Betrage der Messergebnisse zur Beurteilung oder 
Erkennung der aus- oder hinreichenden Tiefe von geatzten Graben 

verw e"del wird. die insbesondere guggrha l b der Teststruktur gelegen 

sind, abergleichzeitig mit der Grabenatzung gebildet wurden. ~ 

Verfahren nach Anspruch 2 oder 3. wobei die Teststruktur diejenige des 
Anspruchs 1 ist. 

Verfahren nach Anspruch 2 oder 3. wobei der elektrische Durchlass ein 
Widerstand oder ein Leitwert ist 

Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, wobei der Durchlass ein Strom bei konstanter 
Spannung oder bei konstantem Strom eine Spannungsmessung ist 

Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, wobei die Messungen im Zuge der Atzung 
erfolgen, und der Atzprozess dazu unterbrochen wird, urn die insbesondere 
sukzessive Messung an den Inseln durchzufQhren. 

Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Atzung (der Atzprozess) fortgesetzt wird 
wenn der Graben mit der der aktuellen Schaltung entsprechenden Breite (d) noch 
nicht zur Isolierschicht (1) durchgeatzt ist 

Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, wobei die A tzuno abgebrochen wird, wenn der 
Graben mit der der aktuellen Schaltung entsprechenden Breite 
Isolierschicht (1) durchgeatzt ist 
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10. Verfahren zur Oberprufung von IsoliergrabenStzungen in SOI-Scheiben, bei 
denen bestimmte Bauelemente oder ganze Schaltungseinheiten inselartig 
durch umschlieBende Isolationsgraben (8) von der Umgebung lateral 
dielektrisch isoliert werden; 

mittels einer auf der einzelnen Schelbe vorbereiteten Teststruktur nach 
deren Praparationsabschluss im Rahmen des Prozessschrittes 
"Isoliergrabenatzung" eine Oberprufung der elektrischen Widerstande oder 
des Widerstandes 

zwischen bestimmten Gebleten (A,B;B,C) der Teststruktur 
und/oder 

zwischen bestimmten Gebieten der Teststruktur und des 
umgebenden Kristallgebiets (S) 
vorgenommen wird, wobei 

die Teststruktur auf der Scheibe prapariert wird, welche nach der 
— JatatjBpgfemig. im Prozessschritt "Iso lierarabenstziinq" zu einer Reihe von 
zusammengeherigen Inseln fuhrt, von denen jede mit einem Graben 
umgeben ist, der zwischen jeweils zwei benachbarten Inseln eine andere 
Breite besitzt, 

wobei die in deraktiven Schaltung vorkommende Isoliergrabenbreite im 
Wesentlichen durch einen Graben der Teststruktur reprasentieit wird, der in 
einer Mittellage der Reihe der inseln angeordnet ist, und eine Teillange des 
umgebenden Grabens jeder Inset, mit Ausnahme der au&ersten Inseln ein 
gemeinsames Stuck mit dem Graben einer jeweils benachbarten Insel bildet. 
so dass diese Teillange insbesondere die Breite des benachbarten Grabens 
mit dem nSchst-grdBeren oder nSchst-schmSleren BreitenmaB in der Reihe 
hat; 

nach Abschluss des Atzvorgangs "Isoliergrabenatzung" eine korrekte 
Ausftlhrung durch eine mehrmalige Oberprilfung des elektrischen 
Durchlasses zwischen jeweils zwei benachbarten Inseln oder je einer Insel 
und der Umgebung (S) der Insel auGerhalb der Teststruktur vorgenommen 
wird; 

die GrdBe des erfassten Messwertes bzw. die erfassten Messwerte aus der 
Messung als ein MaB oder ein Test fQr die angestrebte insbesondere 
vorgegebene Tiefe von geatzten Isoliergraben oder TrenngrSben (8) 
verwendbar ist 
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15. 



16. 



Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Breite jedes Grabens urn einejeweilige 
Insel. im Zuge der mehreren inseln eine zunehmende Breite erhalt, die in Stufen 
von insel zu Insel zunimmt. 



12. Verfahren nach Anspruch 10. wobei die in der aktiven Schaltung vorkommende 
Breite eines Isoliergrabens (8) als "relevante Isoliergrabenbreite" vorgegeben ist 

Verfahren nach Anspruch 2. 3 Oder 10, wobei bei einer sukzessiven Messung von 
Durchlassen miteiner Insel begonnen wird. deren umgebende Grabenbreite (d) 
dem oder den relevanten Isoliergraben (8) der Schaltung zumindest im 
Wesentlichen entspricht. 



Verfahren nach Anspruch 2 oder 12, wobei die Oberprufung nach bereits zwei 
Messungen beendet ist, wenn sich zwischen dem relevanten Inselpaarder 
Teststruktur ein fur die totate Isolation (Purchatzunq zur Isolierschicht) sprunohaft 
geanderter Durchlasswertzeigt. sich bei der PrQfung des Nachbarinselpaars mit 
den geringeren Grabenbreiten dieser sprunghaft geanderten Messwert noch nicht 
ergibt. 

Verfahren oderTestvorrichtung nach einem voriger AnsprOche, wobei zumindest 
drei bevorzugt fOnf oder mehr aneinander gereihte Inselgebiete (A bis E) 
vorgesehen sind. 

Verfahren nach Anspruch 2 oder 3 Oder 10, wobei nicht mehr Messungen 
zwischen den n Inseln erfolgen, als n-1, wobei n die Anzahl der Inseln in der 
Inselreihe ist. 



1 7. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3 oder 10, wobei die maximale Anzahl der 
Messungen von Insel zu Umgebung (S) der Zahl der Inseln in der Inselreihe ist. 

1 8. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, wobei nach der Atzung eine Bewertung der 
Messergebnisse erfolgt, insbesondere weitere Atzschritte von folgenden Scheiben 
in ihrer zugelassenen Atzzeit an das Eraebnis der vorhergehenden Messungen 
entsprechend angepasst werden. 

19. Verfahren nach Ansprucn 10, wobei die Preparatio n durch einen Maskenvorgabe 
erfolgt. 

* * * 
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